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:’F Caractéristiques principales
o

Technologie économique AMS CMOS 0.35 pm;

Consommation <1 mW par voie + power pulsing a 1 % :
<10 yW par voie;

2 gains : 100 mV/pC et 5 mV/fC;

3 seuils sur 8 bits pour 1V chacun, soit
3.9 mV/DAC;
— 40 fC/DAC et 0.8 fC/DAC

BCID 12 bits
Mémoire interne de 8 événements ;

Brochage facilitant le routage sur le détecteur : entrées de
chaque coté.
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'l""l: Photographie

Entrées en haut et en bas:
Alimentations et bias a droite;

Entrées-sorties numériques a gauche.
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:’F Tests des ASICs
uuv

Pour chaque charge d’entrée :
Mesure de |'efficacité du déclenchement en fonction du seuil ;

S-Curves : fit avec une distribution de Fermi-Dirac :

max max : efficacité maximum
S(x) = — i abcisse du point d’inflexion
L+ew w . pente de la courbe
Ensuite :

Obtention de 4 en fonction de la charge d'entrée;
Linéarité : fit avec une droite :
- _ g : gain
Flx)=1/g-x+b b : piedestal

Non-linéarité : écarts entre les mesures et la droite obtenue.
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in Exemple de S-Curve
(L

Efficacité de déclenchement + fit (1 voie) :
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Passage de 100% a 0% <2.4 fC
Dispersion entre les 3 seuils : 2.5 LSB, soit 2 fC.
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:IF Linéarité
o

 en fonction de la charge d’entrée + fit (1 voie) :

Linearity
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Résultats difficile a extraire de cette courbe : nécessité de tracer la
!
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AT Non-linéarité
UL

Ecart entre le fit et les mesures (1 voie) :

Linearity error
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L'écart a la linéarité est contenu dans +1 LSB, soit £0.8 fC.
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'l""l: Dispersion du gain

Distribution des g pour différentes voies :

Chip 1 gain dispersions

2 °r Entries 96
3 r X2/ ndf 1.153/2
> F Constant 46.32£ 6.15
Z a0 Mean 0.7716 + 0.0036
C Sigma _ 0.03273 + 0.00281
30—
20; ’7
10; J —‘
Lo bt Lo Lo b oviit=m e Lo a Lo
BG 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1

Gain (fC/DAC)

Gain moyen 77 fC/DAC.

R. Gaglione 6 mai 2008 Résultats des tests (mode Micromegas) 12 /27



:’F Dispersion des piedestaux
o

Distribution des b- g pour différentes voies :

Chip 1 pedestal dispersions

2 Entries 96
S | /ndf 16.62 /13
2 Constant ~ 10.08 % 1.60
Z | Mean 1.981+0.392

Sigma 3.198+ 0.414
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Dispertion des piedestaux un peu grande : cohérent avec
I'autodéclenchement en dessous d'un seuil de 10 (8 fC).
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:’F Auto-déclenchement
[JLF

Pas d’entrée. Taux de faux déclenchements en fonction du seuil.
Voir présentation du 15/02/2008 :

Chip 1

H
2
)

DAC A
- %4\ eonce
\
\
\
\

Nb of trigger (Hz)

Threshold (DAC count)

Difficultés pour déclencher convenablement aux seuils en dessous
de 10.

R. Gaglione 6 mai 2008 Résultats des tests (mode Micromegas) 14 /27



:’F Dispersion des piedestaux
o

En fonction du comparateur (bas, moyen ou haut) :

Chip 1 pedestal dispersion versus threshold
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Résultats indépendants du comparateur (bas/moyen/haut) donc
pas d'influence due au routage.
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:’F Dispersion des piedestaux
o

En fonction des banques (A : voies 1 a 32, B voies 33 a 64) :

Chip 1 pedestal dispersion versus bank

Bank A
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14

Nb events

®

>

®
T[T T T[T TT T[T T[T [ TTI[TTT

N

10
Pedestals (fC)

Résultats indépendants de la banque (32 voies) donc pas
d'influence due au routage.
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:’F Synoptique de |'assemblage
o ynoptiq g

Equivalent carte « 4 Hardrocs ».

trigger signal

ASU %ASU g}IB DIF ethernet link D

s

1
HT  +5V power supply

Connection a la DIF compatible avec les cartes de la collaboration.
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o

Carte DIF

Carte provisoire en attendant les DIF de la collaboration !
Basée sur les cartes DAQ OPERA utilisées pour les tests des ASICs.

L

? to Intermediate Board ?

LEMO I/O

?@@

i/o

+5V

DIF board @

e e N

——————————

ethernet link
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ip

Routage des cartes ASU

g couches. Vias borgnes et enterrés.

7 10 3.2

10 3.2 17.5

4

- 9006800 ®

“:Af,
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XXX EXXX)
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83,

(a) top

s3.s
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T

Mémes dimensions des pads que sur les cartes « 4 Hardroc ». Pas

de composants au-dela des pads pour couper les PCB au plus prés.

Protection Micromegas.
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:’F Etat d'avancement
v

Cartes DIF, IB et ASU (4 RPC et 2 Micromegas) envoyées la
semaine derniére ;

Tous les composants sont la!

VHDL presque prét (synchro sur cosmique a finaliser) (qq
heures) ;

Modifs mineures sur le C embarqué (qq jours) ;

Labview d’acquisition a modifier pour adresser n ASICs (qq
heures) ;

Définition d'une classe C++ pour les événements a définir;
Pose des bulks a faire;
Cardre RPC dédié a fabriquer.

Nous serons normalement préts pour le test faisceau d'aolit !
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I'IF Nécessité des protections

B e e

I'électronique frontale dans le cas des Micromegas, les anodes se

trouvant en court-circuit avec la grille lorsqu’un arc se forme.
Exemple a3 650 V :

L’ electromque est détruite!!! Probleme a prenﬂre gmu sérieux.
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in Proposition
(L

cf. CAST et COMPASS :

Ve
RPOI ﬁ Cprot _Zlg
i o
l i

— Vpol

Corot > Cq = Cpror = 470 pF. Rpor = 1..100 MQ2

Probleme similaire pour la TPC d'ILC (difficultés d'intégration) ?
Possibilité de collaboration avec le CEA pour un ASIC de
protection ?
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ip Modifications prévues
([[F

gital readout for hadronic calorimeter.
Passage 32 vers 64 voies : :

Passage 2 vers 4 gains : ;

Réduction du seuil minimum (réduction de la dispertion des
piedestaux) ;

e Comparateur a faible offset : :
e DC-servo a faible offset : :

Simplification des alimentations : :
Réduction consommation intégrateur : :

Utilisation d'un bus pour la lecture (12C-like) :

Nouvelle soumission avant la fin de I'année.
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Merci de votre attention !
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